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  まえがき 

この規格は，日本非破壊検査協会規格（NDIS）制定などに関する規則に基づき，標準化委員会の審議を

経て，（一社）日本非破壊検査協会が制定した規格である。この規格は，著作権法で保護対象となっている

著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。（一社）日本非破壊検査協会は，このような特許権，出願

公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に関わる確認について，責任はもたな

い。 

この規格を適用する責任は，この規格の使用者に帰する。また，規格を適用した場合に生じるかもしれ

ない安全上又は衛生上の諸問題に関しては，この規格の適用範囲外である。この規格の適用に際して，安

全上又は衛生上の規定が必要な場合は，この規格の使用者の責任で，安全又は衛生に関する，規格又は指

針などを併用しなければならない。 

 

 



 

 

  

日本非破壊検査協会規格 1 

 2 

NDIS 2002：20XX 3 

フェーズドアレイ超音波探傷試験用語 4 

Terms and definitions of phased array ultrasonic testing 5 

1 適用範囲 6 

この規格は，フェーズドアレイ超音波探傷試験に関する用語とその定義について規定する。 7 

2 引用規格 8 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの9 

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 10 

JIS Z 2300 非破壊試験用語 11 

3 分類 12 

用語の分類は次による。 13 

a) 一般 14 

b) 機器・材料 15 

c) 試験方法 16 

4 一般事項 17 

4.1 番号の付け方 18 

番号は 4 けたとし，1000 の位の数字が分類を表す。一般は 0001 から，機器・材料は 1001 から，試験方19 

法は 2001 から始める。 20 

4.2 用語の順序 21 

用語は分類ごと五十音順に並べる。一つの用語欄に二つ以上の用語が併記してある場合は，記載されて22 

いる順位に従って優先的に使用する。 23 

4.3 対応英語 24 

対応英語は参考として示す。 25 

なお，対応英語の後の“＊”印は EN 16018 で規定されている用語を示す。 26 

4.4 括弧の使い方 27 



 

  

丸括弧“（ ）”を用いる。直前の語句又は文章に対する説明若しくは補足を示す場合に，丸括弧“（ ）”28 

を用いる。 29 

5 用語及び定義 30 

用語の後の“＊”印は JIS Z 2300 で規定されている用語を示す。 31 

表 1－一般 32 

番号 用 語 定 義 対応英語（参考） 

0001 アレイの第１軸 素子幅に平行にビーム走査するときの中心軸。（図 1

参照） 

primary axis of an array＊ 

0002 アレイの第２軸 アレイの第１軸に直交する方向の軸。（図 1 参照） secondary axis of an array＊ 

0003 Aスコープ処理速度

(AAR 又は ASR) 

一つの受信 A スコープを得るに必要な処理速度

（Hz)。（図 2 参照） 

A-scope acquisition rate 

0004 フェーズドアレイの A

スコープ表示＊ 

フェーズドアレイの基

本表示＊ 

超音波受信信号の振幅を縦軸，時間（距離）を横軸

にした波形表示。なお，一般に向きを右回りに 90

度回転させた表示方法が用いられることもある。 

A-scope 

A-scan 

0005 サイクル 1送信パルス（又は 1A スコープを構成するために必要

な複数の送信パルス）にて制御・生成される素子群によ

る超音波の送受信。複数個のサイクルによって断面画

像を作成する。（図 2 参照） 

cycle(s) 

0006 フェーズドアレイの C

スコープ表示＊ 

フェーズドアレイの平

面表示＊ 

超音波ビームを走査して得られる平面画像表示。

（図 3 参照） 

C-scope 

C-scan 

0007 信号の合成 ディレイロー適用後の素子の受信信号を足し合わせ

る処理をした結果。 

sum of signals＊ 

0008 フェーズドアレイの走

査＊ 

スキャン 

電子走査（2005）及び機械走査（2002）を含む超音

波ビームを動かす方法。 

scan 

0009 フェーズドアレイの D

スコープ表示 

Ｂスコープと直交する断面画像表示。（図 3 参照） D-scope 

D-scan 

0010 B スコープ処理速度

(BAR 又は BSR) 

探傷繰返し周波数 

一つの B スコープを得るに必要な処理速度(Hz)。

（図 2 参照） 

B-scope acquisition rate 

0011 フェーズドアレイの B

スコープ表示＊ 

フェーズドアレイの断

面表示＊ 

超音波ビームを走査して得られる断面画像表示。

（図 3 参照） 

B-scope 

B-scan 

0012 ビームステアリング 

ステアリング 

超音波ビームを順次偏向させること。セクタ走査に

使われる。（図 4 参照） 

beam steering 

0013 ビームフォーカシング 

フォーカシング 

フォーカス方式 

一つ又は幾つかの焦点で超音波ビームを集束させる

方法。（図 5 参照） 

beam focusing 

0014 フェーズドアレイ法 

フェーズドアレイ超音

波法 

フェーズドアレイ超音

波探傷試験 

複数の素子から音波を放射するタイミング（波の位

相）を電子的に制御することによって超音波ビーム

を形成する方法。また受信信号においても複数の素

子で受信した信号の位相を電子的に制御し受信波形

を形成する方法。（図 6 参照） 

注記 探触子を構成する個々のエレメントを，JIS 

Z 2300:2020 では振動子としているが，ここではフ

ェーズドアレイ特有の用語として，1022 に定義した

素子を用いた。 

phased array technique 

phased array ultrasonic 

testing 



 

 

 

番号 用 語 定 義 対応英語（参考） 

0015 リフレッシュレート 

表示繰返し周波数 

表示器に B スコープを表示する速度（Hz)。（図 2

参照） 

refresh rate 

表 2－機器・材料 33 

番号 用 語 定 義 対応英語（参考） 

1001 アクティブアパチャ 

バーチャルアパチャ 

アレイ探触子で送信又は受信する動的素子の総幅。 active aperture,  

virtual aperture 

1002 アニュラアレイ探触

子 

主たる伝搬軸に対してリング状の素子が同心軸上に

配列された探触子。（図 7 参照） 

annular array probe＊ 

 

1003 アパチャ 

開口 

アレイ探触子の音響放射面。アレイ探触子では素子

の総幅を意味する。（図 8 参照） 

aperture 

1004 ウェッジ音速 ウェッジ中の音波の速度。通常縦波音速をいう。 wedge velocity 

1005 ウェッジ角 斜角探傷に使用するウェッジの幾何学的な入射角

度。（図 9 参照） 

wedge angle 

1006 ACG 

角度感度補正 
セクタスキャンにおける，ある一定深さのフォーカ

ルローごとのゲインの補正。 

angle corrected gain 

1007 エッジオフセット高

さ 

斜角アレイ素子配列の最下部素子と接触面までの寸

法。（図 9 参照） 

edge offset height,  height 

of the first element 

1008 凹状アレイ探触子 輪状（円弧状）アレイで，一般にチューブ外面のよ

うな凸の曲面からの検査に使用する探触子。（図 7

参照） 

concave array probe＊ 

1009 角度ステップ セクタスキャンのフォーカルロー偏向角度ピッチ angle step 

1010 グレ－ティングロー

ブ 

アレイ探触子の素子の配列，寸法，間隔及び超音波

の波長との関係によって主方向（メインローブ） 

以外に生じる不要なローブ。（図 10 参照） 

grating lobe 

1011 くさびの参照点 アレイの位置を定義するために用いられる，くさび

の座標軸上の点。 

reference point on the 

wedge＊ 

1012 クロストーク 素子間の音響的及び/又は電気的な漏洩。 crosstalk 

1013 サイドローブ 音場において主方向（メインローブ）以外に生じる

ローブ。 

side lobe 

1014 受信ディレイ 受信信号の遅延時間。フェーズドアレイにおいて，

各素子で受信した信号の遅延を行い，１つの合成受

信波形とする。 

receiver delay 

receiving delay＊ 

1015 受信フォーカルロー 各素子から得られた受信 A スコープに与える遅延設

定，合成方法など。この設定によって評価に必要な

A スコープが得られる。 

receiving focal law 

1016 スキャン開始素子 スキャンサイクルにおいて，使用する素子群の最初

の素子（番号付けされたものはその最初の番号）。 

start element 

1017 スキャン終了素子 スキャンサイクルにおいて，使用する素子群の最後

の素子（番号付けされたものはその最後の番号）。 

stop element  

end element 

1018 ステアリング偏向角

度範囲 

ビームステアリングの超音波ビーム偏向の最小角度

から最大角度までの範囲。 

steering limit 

steering range＊ 

1019 送信ディレイ 送信パルスの遅延時間。フェーズドアレイにおいて

ビームを偏向及び/又は集束させるために各素子に印

加するパルスの遅延を行う。 

pulse delay 

transmitting delay＊ 

1020 送信フォーカルロー 送信波を生成するための電圧設定，遅延設定，合成

方法など。 

transmitting focal law 

1021 総接続素子数 フェーズドアレイ探傷器に接続可能な総素子数。 physical elements (probe) 

1022 素子 

エレメント 

アレイ探触子を構成する振動子の最小単位。 element(s) 

1023 素子感度補正 

エレメントキャリブ

レーション 

エレメントノーマラ

イゼーション 

アレイ探触子の素子間感度差を補正する機能。一般

的に平面反射源からのエコー高さ情報を基に行う。 

elements calibration, 

elements normalization 



 

  

番号 用 語 定 義 対応英語（参考） 

1024 素子ギャップ 隣り合う２つの素子の隙間寸法。（図 8 参照） element gap 

1025 素子数 アレイ探触子を構成する素子の総数。（図 8 参照） number of Elements 

1026 素子ステップ リニアスキャンの時のスキャンピッチ。 element step 

1027 素子長さ 

パッシブアパチャ－ 

エレベーション 

素子幅と直交する方向の寸法。（図 8 参照） element length,  

passive aperture, 

elevation 

1028 素子配列 ウェッジに対する素子の分布の方向。（図 11 参照） element alignment 

arrangement of the array＊ 

1029 素子幅 アレイ探触子を構成する素子の幅。（図 8 参照） element width 

1030 素子ピッチ 隣り合う２つの素子の中心又は同じ側の端の間隔。

（図 8 参照） 

element pitch 

pitch＊ 

1031 ゾーンフォーカス 

マルチプルフォーカ

ス 

送受信の焦点を同一とし送受信ごとに順次焦点距離

を変えながら探傷する方法。 

zone focus 

multiple focus 

1032 ダイナミックデプス

フォーカス 
DDF 

ビームフォーカシングの中で 1送信後の受信処理で

深さ方向に複数の焦点をもたせる方法。 

（図 12 参照） 

dynamic depth focus (ing), 

variable aperture control 

1033 チルティング 主として平面試験体において、試験体表面で偏向面

をその軌跡周りにおいて回転させること。（図 13 参

照） 

tilting＊ 

1034 チルト角 試験体表面の垂線と偏向に対するその投影方向のな

す角度。（図 13 参照） 

tilt angle＊ 

1035 チルト範囲 チルト角の範囲。（図 13 参照） tilt range＊ 

1036 チャンネル 送信（送信チャンネル）及び／又は受信（受信チャン

ネル）に対する試験装置の通行路。 

channel＊ 

1037 中央オフセット高さ 斜角アレイ素子配列の中央と接触面までの寸法。

（図 9 参照） 

center offset height 

1038 TCG 電子的に行う距離振幅補償。EDAC と同義。 time corrected gain 

1039 同時駆動素子数 フェーズドアレイ探傷器で同時に駆動する素子数。 virtual elements (probe) 

1040 同時受信素子数 フェーズドアレイ探傷器で同時に受信する素子数。 virtual elements (probe) 

1041 デッドエレメント

（無効素子） 

アレイにおいてもはや作動しない素子。 

 

dead element＊ 

 

1042 凸状アレイ探触子 輪状（円弧状）アレイで，一般にチューブ内面のよ

うな凹の曲面からの検査に使用する探触子。（図 7

参照） 

convex array probe＊ 

1043 二分割（デュアル）

アレイ探触子 

送信と受信を別々に分けたアレイ探触子。（図 7 参

照） 

dual array probe＊ 

1044 ねじれ（スキューイ

ング） 

主として平面試験体において、試験体表面の垂線の

周りで，ある角度で偏向面を回転すること。（図 13 参

照） 

skewing＊ 

1045 ねじれ角  試験の表面において自然屈折の面と偏向面の軌跡と

がなす角。（図 13 参照） 

skew angle＊ 

1046 ねじれ範囲（スキュー

イング範囲） 

ねじれ角の範囲（図 13 参照） skewing range＊ 

1047 バーチャルインデッ

クスポイント 

ウェッジつきのフェーズドアレイ探触子で振動子の

開口に対する入射点。（開口の中心点に対する入射

点) （図 9 参照） 

virtual beam index point 

1048 フェーズドアレイ探

傷器 

フェーズドアレイ探触子を操作させるために用いる

多チャンネル装置。 

phased array instrument＊ 



 

 

 

番号 用 語 定 義 対応英語（参考） 

1049 フェーズドアレイ探

触子＊ 

アレイ探触子 

複数個の素子で構成され，それらを異なった振幅又

は位相で独立して作動し，その結果，種々のビーム

の角度及び集束範囲を制御できる探触子。（図 7 参

照） 

注記 探触子を構成する個々のエレメントを，JIS 

Z 2300:2020 では振動子としているが，ここではフ

ェーズドアレイ特有の用語として，1022 に定義した

素子を用いた。 

Phased array probe 

1050 フォーカルロー 

ディレイロー 

フェーズドアレイの動作に必要な，各素子に設定す

る送信や受信のディレイや電圧などのソフトウエ

ア，ハードウエア上の全ての設定。 

focal law 

delay law 

1051 マトリックスアレイ

探触子 

複数個の素子が格子状に並んだ探触子。（図 7 参

照） 

matrix array probe,  

1052 メインローブ 超音波の主方向のビームで，主極とも呼ばれ超音波

ビームの指向性の方向を示す。（図 10 参照） 

main lobe 

1053 リニアアレイ探触子 素子が直線状に並んだ探触子。（図 7 参照） linear array probe,  

1054 輪状アレイ探触子，

円弧状アレイ探触子 

主たる伝搬軸が半径方向で，完全又は部分的に輪状

に配列した探触子。凸状アレイ探触子，凹状アレイ探

触子などがある。（図 7 参照） 

encircling array probe＊ 

1055 ローブ 超音波ビームの音圧の高い方向に伸びる輪形のパタ

ーン。 

lobe 

表 3－試験方法 34 

番号 用 語 定 義 対応英語（参考） 

2001 アダプティブフォーカ

ス 

参照ショットからの信号の遅延計算に基づいた反復

電子フォーカス。 

adaptive focusing＊ 

2002 機械走査 アレイ探触子を機械的に走査すること。自動及び手

動の両方の走査を含む。 

mechanical scan 

2003 スキャンプラン 仕様書，規格，コード等で要求される試験内容を基

に，その目的を達成するための探触子の最適走査方

法に対する規定。 

scan plan 

2004 フェーズドアレイのセ

クタ走査 

セクタスキャン 

アレイ探触子を構成する複数の素子（通常８素子以

上）の個々の駆動タイミング（位相）を制御し超音

波ビームの方向を変える方式。ビームを扇形に走査

することからセクタスキャンと呼ばれる。斜角探傷

にはほとんどこの方式が用いられる。（図 14 参

照） 

注記 探触子を構成する個々のエレメントを，JIS 

Z 2300:2020 では振動子としているが，ここではフ

ェーズドアレイ特有の用語として，1022 に定義した

素子を用いた。 

sector scan, sectorial scan 

sectorial electronic scanning
＊ 

2005 電子走査 アレイ探触子の複数の素子を電子的に切り替えて超

音波ビームを走査する方式の総称。 

electronic scan 

electronic scanning＊ 

2006 トータルフォーカシン

グメソッド 
TFM 

フルマトリックスキャプチャで得られた全てのデー

タに基づいて，それらの振幅及び TOF の情報を総

合したイメージフレームで画像を再構築する方法。 

total focusing method 

2007 ビーム形成 アレイ探触子によって超音波ビーム形成を制御する

方法。 

beam forming 

electronic beam shaping＊ 

2008 フルマトリックスキャ

プチャ 
FMC 

アレイ探触子のそれぞれの素子を連続的に送信に用

いて，それぞれの送信波に対して全ての素子を受信

に用いて，特定のデータ採取及び処理を実施する方

法。 

full matrix capture＊ 



 

  

番号 用 語 定 義 対応英語（参考） 

2009 フェーズドアレイのリ

ニア走査 

リニアスキャン 

アレイ探触子の素子を電子的に切り替えてビームを

形成し，複数のビームによって探傷画像を作成する

方法。一般的にフォーカルローを変えずに素子の切

替をする。（図 15 参照） 

注記 探触子を構成する個々のエレメントを，JIS 

Z 2300:2020 では振動子としているが，ここではフ

ェーズドアレイ特有の用語として，1022 に定義した

素子を用いた。 

linear scan 

linear electronic scanning＊ 
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図 2－Aスコープ処理速度及び Bスコープ処理速度の関係 83 
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図 3－Ｂスコープ表示，Ｃスコープ表示及びＤスコープ表示 112 
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図 4―ビームステアリング 120 
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図 5－ビームフォーカシング 128 
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図 6－通常の超音波探傷試験方法とフェーズドアレイ超音波法の比較 137 
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  a）リニアアレイ探触子   b）マトリックスアレイ探触子     c）アニュアアレイ探触子 147 
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 d）凸状アレイ探触子     e）凹状アレイ探触子    f）二分割（デュアル）アレイ探触子 153 
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図 7－フェーズドアレイ探触子の種類 155 
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図 8－アレイ探触子のアパチャと素子の配置の関係 169 
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図 9－斜角探傷に使用するフェーズドアレイ探触子 189 
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図 10－超音波フェーズドアレイの音場 213 
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図 11－斜角探傷による素子配列の例 227 
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図 12－ダイナミックデプスフォーカス 242 
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        a）ねじれ角                     b）チルト角 258 
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図 13－ビームのねじれ（スキューイング）とチルティング 260 
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図 15－リニア走査 304 
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NDIS 2002：20XX 306 

 307 

フェーズドアレイ超音波探傷試験用語 308 

解 説 309 

この解説は，規格に規定・記載した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。 310 

この解説は，一般社団法人日本非破壊検査協会が編集・発行するものであり，これに関する問合せ先は，311 

一般社団法人日本非破壊検査協会である。 312 

1 制定の趣旨 313 

この規格は，フェーズドアレイ法による超音波探傷試験に関する規格として，20XX 年 X 月に制定され314 

た。これまで，国内外を問わずメーカごとに異なる表現が用いられ，また国内では英語による発音をその315 

ままカタカナで表示しただけの場合も多かった。この規格では，海外規格の用語を参考にしながらできる316 

だけ和文を用いて用語を統一すると同時に，使用者に分かりやすい定義を規定するように努めた。 317 

2 制定の経緯 318 

一般社団法人日本非破壊検査協会では，2006 年 11 月の超音波分科会で“フェイズドアレイ法規格化の 319 

可能性について”をテーマに特別企画を開催した。その翌年の 2007 年 10 月に機関誌で特集記事“フェイズ320 

ドアレイ超音波技術の最近の動向”を掲載すると同時に，12 月に超音波分科会の下に“フェイズドアレイ規321 

格検討委員会（三原委員長）”を立ち上げ，適用分野検討 WG を 3 回（2008 年 3 月 9 月）実施し，各産業322 

分野でのフェイズドアレイ超音波の実施状況及び海外規格の動向と国内での規格化の要望などを調査した。323 

その後，2009 年 5 月技術要件抽出 WG を立ち上げ，関連する用語の取りまとめを非破壊検査工業会機器部324 

会へ委託した。 325 

上記の経緯を経て得られた成果を基に 2012 年 5 月，標準化委員会超音波専門別委員会の下に“超音波フ326 

ェーズドアレイ非破壊試験用語”の NDIS 原案作成準備 WG を設置した。一方，2009 年に制定された JIS Z 327 

2300（非破壊試験用語）では，“フェイズドアレイ”ではなく“フェーズドアレイ”が正式用語として採用さ328 

れたため，それ以降は“フェーズドアレイ”という表現で統一することとした。 329 

2012 年 8 月から 2013 年 6 月にかけて NDIS 原案作成準備 WG を 6 回開催し NDIS の素案を作成した。330 

また並行して検討されているフェーズドアレイ関連の ISO の制定，JIS の改正など関連規格の動向を考慮331 

に入れながら，NDIS 原案作成委員会の立上げ時期を検討した。一方，同じ時期の 2012 年ダーバンでの332 

ISO/TC135/SC3 の会議では，ISO 5577 の改正に併せて新たにフェーズドアレイ UT の用語の ISO を新規333 

制定することの提案があった。しかしながら，その後 ISO 5577 では，“フェーズドアレイ UT 用語につい334 

ては EN 16018:2011 を引用すること”が 2017 年改正版に明記され，フェーズドアレイ UT 用語の ISO の制335 

定は見送られた。 336 

このような経緯を経て 2017 年 2 月，標準化委員会超音波専門別委員会の下に“超音波フェーズドアレイ337 

試験用語”の NDIS 原案作成委員会を発足させ，2017 年 10 月まで委員会を 4 回開催し審議を重ねた。その338 

後，202X 年 X 月の標準化委員会の審議を経て，202X 年 X 月に制定された。 339 
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3 審議中に特に問題となった事項 340 

審議中に問題となった事項は，次のとおりである。 341 

a) JIS Z 2300 及び NDIS 2001 との整合について JIS Z 2300 及び NDIS 2001 で既に定義されている用語342 

であっても，フェーズドアレイ法に特有の意味を持たせて使用されているものについては，新たな定343 

義を規定して用語として採用した。 344 

b) 定義の体言止めについて 表現をより明確にするため，全ての用語について最初の定義を体言止めで345 

統一することとした。 346 

  なお，追記する注意書きに対しては，特に体言止めは用いなかった。 347 

c) “素子”と“振動子”との使い分けについて アレイ探触子を構成する最小エレメントを示す用語と348 

て，素子及び振動子の両方が用いられている。一般に素子を用いる場合が多いが，JIS Z 2300 ではフ349 

ェーズドアレイ探触子の用語の定義で“複数個の振動子で構成され…”と表現され，素子と同じ意味350 

で振動子が用いられている。一方で，超音波を発生させる素子群を振動子と呼ぶ場合もあり，あまり351 

厳密に使い分けられていないのが実情である。 352 

   今回制定する NDIS 2002 はフェーズドアレイ法に限定した用語規格であり，通常の超音波探傷試験353 

のように単体の振動子を探触子として用いる場合とは異なることから，JIS Z 2300 とは整合しないこ354 

とになるが，あえて“素子”という用語で統一することとした。 355 

d) 表題について この原案で定義されている 0014 のフェーズドアレイ法とフェーズドアレイ超音波法356 

に“フェーズドアレイ超音波探傷試験”を用語として追加し，表題を“フェーズドアレイ超音波探傷357 

試験用語”とした。 358 

4 規定項目の内容 359 

主な制定内容は，次のとおりである。 360 

a) 各メーカ共通の用語，異なる用語を整理し，またカタカナ用語を可能な範囲で和文とし，規格用語と361 

して適切な文言として，一般，機器・材料及び試験方法に分類して定義した。 362 

b) ISO 5577 の改正時に導入されると思われていたフェーズドアレイ関連用語は，EN 16018 を使用する363 

とのことで ISO 5577 からは除外されため，海外の参照用語は EN をベースとして進めることとした。 364 

c) 審議方針としては，まずそれぞれの用語が必要か否かを確認し，その後に定義を議論してできるだけ365 

誤った使い方が行われないように留意した。その結果，一般を 15 語，機器・材料を 55 語，試験方法366 

を 9 語とした。 367 
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